ЛАБОРАТОРНЫЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
НА БАЗЕ СКАНИРУЮЩЕГО ТУНЕЛЬНОГО МИКРОСКОПА «УМКА»

Лабораторный нанотехнологический комплекс на базе сканирующего  туннельного микроскопа «Умка»  предназначен для исследования топографии и определения спектральных характеристик поверхностей проводящих и слабо проводящих образцов методами сканирующей туннельной микроскопии. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе в воздушной среде комплекс обеспечивает получение четких изображений исследуемой поверхности с высоким атомарным разрешением. 

Обладая высокой атомно-молекулярной разрешающей способностью, лабораторный комплекс, в то же время, удобен и неприхотлив в эксплуатации и чрезвычайно надёжен. 

Наличие мощной платформы, построенной на ДСП-процессорах, позволяет проводить обработку результатов сканирования в реальном масштабе времени и управлять различными внешними устройствами.

Важным для пользователей является отсутствие механических элементов требующих точной юстировки, настройки, смазки или профилактического обслуживания. Реализованный механизм «мягкого» подвода иглы к поверхности сохраняет острия зонда, в результате чего вероятность подвода его без «втыкания» - более 90%
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СПЕКТРОВ
Применение быстродействующего контроллера и специальных алгоритмов для поддержания зазора во время  измерений, точной временной синхронизации по всем измеряемым каналам и малошумящего быстродействующего  усилителя туннельного тока с высокой линейностью фазовой и частотной характеристик, позволяет измерять все типы  дифференциальных спектров: dI/dU, dI/dH, dH/dU, а реализованные алгоритмы обработки

Данных - определять  амплитуду и сдвиг фаз между измеряемыми каналами.

Обеспечиваемая таким образом высокая чувствительность дифференциального сигнала к локальной электронной структуре образца (а, следовательно, к его локальному фазовому и химическому составу), открывает возможность для определения локальных фрагментов поверхности, отличающихся по своему составу или свойствам.

Именно это  позволяет применять комплекс при изучении коррозии, в том числе, и гетерогенных материалов, позволяя четко определять структуру «зерен» разного состава, исследовать  композитные материалы, различать зоны с разным типом проводимости и уровнем  легирования в полупроводниках.

Кроме того, реализована программная процедура калибровки основных механических и электрических параметров микроскопа.
Поставляемое в комплекте программное обеспечение СТМ понятно и удобно в использовании. Позволяет быстро и качественно получать, обрабатывать 2-D, 3-D изображения,  формировать таблицы  данных и строить необходимые графики. Обеспечивает корректировку геометрических искажений изображения исследуемой поверхности, характерной  для обработки данных сканирующей зондовой микроскопии, вызванные нелинейностью пьезокерамических манипуляторов.

Лабораторный нанотехнологический комплекс имеет высокую степень повторяемости  измерений (коэффициент корреляции  0,99). Кроме того, при проведении серии измерений (при заказе определенной комплектации), позволяет одновременно производить контроль температуры внутри рабочей камеры туннельного микроскопа.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Простота налаживания, работы и обслуживания, встроенная система виброизоляции, высокая собственная резонансная частота головки СТМ позволяют использовать комплекс, как в лабораториях, так и в неприспособленных помещениях (в аудиториях, на выставках, в производственных условиях).

Лабораторный нанотехнологический комплекс на базе сканирующего туннельного микроскопа «Умка» может быть использован:
· для обучения по специальностям нанотехнология, наноэлектроника, физика полупроводников, материаловедение, метрология и др. специальностей;
· при проведении исследовательских, лабораторных и демонстрационных работ в нанотехнологии,  физике, химии, биологии, медицине, генетике, материаловедении, в других  фундаментальных и прикладных науках;
· в системах управления качеством производственного процесса на высокотехнологичном оборудовании;
· в геологоразведке для анализа проб рудных материалов (в том числе и в полевых условиях).
Комплекс позволяет:

· исследовать самые разнообразные проводящие, и слабопроводящие материалы (от металлов и полупроводников до разнообразных биологических объектов ):

· получать топологии поверхности образцов с атомарным разрешением;

· измерять все типы дифференциальных спектров;

· получать и исследовать вольтамперные, вольт-высотные характеристики  контакта металл-металл, металл-полупроводник;

· исследовать основные характеристики полупроводников (ширина валентной зоны и.т.п.)

· осуществлять локальное определение свойств поверхности  на атомарном уровне

· проводить простейшие литографические операции;

 ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЯ ЦЕНА-КАЧЕСТВО
К настоящему времени по результатам конкурсов котировки цены и открытых аукционов НТК «Умка-02Е» и комплекс «NANOskill» приобрели около 100 научных организаций, университетов и научно- производственных предприятий, в том числе: РНЦ «Курчатовский институт», Центр имени М.В. Келдыша, ЦНИИТМАШ,  Институт биологического приборостроения РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, СТАНКИН, Астраханский, Саратовский и другие государственные университеты во многих регионах России. В частности, Кубанский государственный университет приобрёл 10  комплексов «Умка-02-Е».  5 рабочех мест на основе НТК «Умка-02Е» приобретены МГТУ им. Н.Э.Баумана. Комплексы НТК«Умка-02-Е» входят в состав оборудования «Нанотрака» - первого в России передвижного учебного класса «Нанотехнологии и наноматериалы», созданного по заказу Московского комитета по науке и технологиям 
НАГРАДЫ
Диплом с медалью 9-й Специализированной выставки «Изделия и технологии двойного назначения. Диверсификация ОПК» за разработку Нанотехнологического комплекса «Умка»,( 2008 г.)

Диплом с медалью 8-й Специализированной выставки «Изделия и технологии двойного назначения. Диверсификация ОПК» за разработку Нанотехнологического комплекса «Умка», (2007 г.)
Диплом 3-ей специализированной выставки «Нанотехнологий и материалов, NTMEX-2006» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЗОНДОВ.
Зонды для сканирования являются неотъемлемой частью любого исследования при  помощи сканирующего туннельного микроскопа. Качество зонда значительно влияет на результат любого сканирования. В состав лабораторного нанотехнологического комплекса входит устройство для заточки зондов методом электрохимического травления.  

Преимущества установки:

     •
возможность заточки зондов разного диаметра;

     •
дистанционный (или автоматический) контроль отключения тока;

     •
не требуется высокой квалификации для работы.

ПРОИЗВОДИМЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
· вольфрамовые иглы для СТМ с электрохимической и ионной заточкой; 

· наборы тестовых образцов для СТМ и для тестирования и проведения лабораторных работ по нанотехнологиям;

· тестовые ячейки для калибровки СТМ.

· методические материалы для подготовки лабораторных работ по специальности «Нанотехнологии»

ЗАО "КОНЦЕРН "НАНОИНДУСТРИЯ" – созданная в 2001 г. интегрирующая научно-производственная компания, специализирующаяся в сфере разработки прикладных нанотехнологий и организации производства на их основе наноразмерных структур, наноматериалов и специализированного нанотехнологического оборудования. Научно-технической базой концерна является Институт нанотехнологий МФК.
КОНТАКТЫ

Адрес: 117246, Москва,  Научный проезд, д.20, корп. 4

Тел./факс (495) 332-88-11

E-mail: nanotech@mail.magelan.ru
http://www.nanotech.ru
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